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PROGRAMA ANALITICO DE DISCIPLINA

Disciplina: MAV1757 - Caracterizacao de Materiais |

CCT/LAMAV - Laboratério de Materiais Avancados Inicio: 2019/1
Pré-requisito(s):  ndo tem

Co-requisito(s): nao tem

Equivaléncia(s):  nao tem

Carga horaria: 51 (51 teéricas, 0 praticas, 0 extraclasse) Créditos: 3

Tipo de aprovagao: Média/Frequéncia

EMENTA

Apresentar as técnicas de microscopia eletronica de varredura e transmissao; microscopia por sonda com énfase em
microscopia de forca atdbmica; microscopia confocal; espectroscopia por dispersao de raios-X (EDS e WDS); principios
de difracao de Raios-X; delineando sobre o principio de funcionamento e suas aplicagdes na caracterizacao de
materiais.

CONTEUDO PROGRAMATICO

1 - Microscopia eletronica de varredura: Introducao a microscopia eletrénica de varredura: principio de
funcionamento; formacdo de feixe de elétrons; Interacdes feixe e amostra formacao de imagens; detectores;
preparacao de amostras; aplicacoes.

2 - Microscopia eletronica transmissao: Principios de funcionamento; Instrumento; Geracao do feixe; Sistema de
lentes; Difracao de elétrons; Mecanismos de contraste na imagem; Preparacdo de amostras; aplicacdes.

3 -Microscopia por sonda com énfase em microscopia de forca atémica: Introducdo a microscopia de varredura por
sonda (Scanning Probe Microscopy - SPM); Cantilever, Scanner, nao linearidade (histerese, arrastamento,
envelhecimento), correcdes por software e hardware, calibracdo. SPM como uma ferramenta de andlise de superficie
de matérias poliméricos. Microscopia de Tunelamento (STM): principio de operacdo, teoria, instrumentacao e
aplicacdes; microscopia de Forca Atdmica (AFM): principio de operacdo, teoria, instrumentacao e aplicacdes, incluindo
as modalidades de contato, ndo contato e contato intermitente; processamento de imagens: tratamentos estatisticos,
programas disponiveis, artefatos.

4 -Microscopia confocal: Principios de microscopia confocal.

5 -Espectroscopia por dispersao de raios-X (EDS e WDS): Andlise por dispersao de energia; Analise por dispersao de
comprimento de onda; Andlise quantitativa e qualitativa.

6 -Principios de difracdo de Raios-X: Radiacao Eletromagnética; producdo de Raios-x; espectro Continuo e espectro
Caracteristico; absorcao e Filtros; difracao; direcao dos feixes difratados; lei de Bragg; difracao: Intensidade dos
Feixes Difratados. Fator de Estrutura; métodos de Difracao; Aplicacdes.
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